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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
REITORIA
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E BIOLOGICAS
DEPARTAMENTO DE FISICA

Nome do Componente Curricular em portugués: Técnicas de Microscopia

Nome do Componente Curricular em inglés: Microscopy Techniques

Cadigo: FIS136

Nome e sigla do departamento: Departamento de Fisica (DEFIS)

Unidade académica: Instituto de Ciéncias Exatas e Biol6gicas. ICEB

Aprovada em 06/10/2020

DECISAO ADDEFIS N°.
24/2020 Art. 1°

Carga hordria semestral Carga hordria semanal tedrica Carga hordria semanal prética

30 horas 02 horas/aula 00 horas/aula

Ementa: Fundamentos de microscopia 6tica, microscopia eletronica de varredura (MEV), microscopia eletronica de transmissao (MET) e
de microscopia varredura por sonda (SPM)

Contetido programatico:

1.

. Microscopia eletronica de varredura e transmissdo (MEV e MET). Preparacdo das amostras para 0o MEV/MET. Processamento

. Microscopica SPM (Scanning Probe Microscopy): preparagdo de amostras para o SPM (condutoras x ndo condutoras), principio de

Histoérico da microscopia dptica; Aplicacdes da microscopia Optica; Tipos de microscopios e seus componentes; Formagdo da
imagem; Fisica Optica; Lentes objetivas; Oculares e condensadores; Métodos de ilumina¢do; Processamento de amostras para
microscopia optica. Resolu¢do, aumento e limites da técnica.

geral das amostras. Processamento de amostras. Componentes, medi¢ao e opera¢do. Emissdo de elétrons. Interagdo elétron amostra.
Formacao e interpretagdo das imagens. Limites da técnica.

operacio, teoria, instrumentacéo e aplicacdes. - Microscopia de For¢a Atomica (AFM): principio de operacio, teoria,
instrumentaco e aplicacdes, incluindo as trés modalidades: AFM por contato, AFM por ndo contato, AFM por contato intermitente;
Microscopia de Forga Lateral, Microscopia de Contraste de fase, Espectroscopia de Forca. Técnicas de duas passagens:
Microscopia de Forca Magnética, Microscopia de Forca Elétrica, Microscopia de Potencial de Superficie. Processamento de
imagens.
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